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ABSTRACT
In this paper, a magnetic non-destructive system was constructed to detect surface cracks on
a ferromagnetic materials. An analog-dijital converter interface board has been designed for
a magnetic non-destructive system, to collect data by using a personel computer. The
electronic circuit and operating principles of board will be given in detail.

Key words: Scanner System, Sensor, Analog Data

MANYETIK TAHRIBATSIZ TEST SISTEMLERI iCIN YENI BiR
ANALOG-DIJITAL DONUSTURUCU

OZET

Bu c¢aligmada ferromanyetik malzemelerde herhangi bir sebeple olusan catlaklarin
belirlenebilmesi icin, {i¢ boyutta hareket edebilen bilgisayar kontrollii 3D tarayici sistem
geligtirilmigtir. Sistemin degisik bdolgelerine {i¢ farkli degiskeni Olgen algilayicilar
yerlestirilmistir. Bu algilayicilardan gelen analog veriler degisik elektronik kartlardan
gecerek bilgisayarin paralel portuna verilmis Visual Basic’te yazilan programla bir text
dosyasina aktarilmistir. Bu makalede 3D tarayici sistemde ii¢ farkli algilayicidan gelen
analog verilerin bilgisayara aktariminin nasil yapildig: ayrintili olarak tartigilmistir.

Anahtar Kelimeler: Tarayici Sistem, Algilayici, Analog Veri

1. GIRIiS

Giliniimiizde deneysel c¢aligmalarda analog sinyallerin  bilyiikliigi voltmetre ile
belirlenebildigi gibi osiloskop ekraninda da bu analog sinyali izleme imkan1 vardir. Birkag
6l¢timliik deneylerde bu araglardan yararlanilabilir. Fakat sadece bir deneyde 6000-7000
analog veri almacaksa bu aracglart kullanmak hem isgiicli kaybina hem de 6l¢iim zamaninin
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artmasina sebep olacaktir. Bu ylizden deneyde alinacak analog bilgilerin bir bilgisayar
kanaliyla otomatik olarak okutulmasi gerekmektedir. Genelde endiistride, malzemelerdeki
mekanik catlaklarin belirlenmesinde sik¢a kullanilan tahribatsiz test sistemlerinde, analog
veriler bilgisayarla otomatik olarak alinmaktadir. Ozellikle girdap akimlari [1-4], akustik
emisyon [2,3,5] ve manyetik aki kacaklart [6-11] testlerinde kullanilan manyetik
algilayicilarin malzeme iizerindeki hassas hareketlerinde, algilayicida olusan analog
sinyalin otomatik olarak alinmasi 6l¢iim hassasiyetini ve giivenirligini arttirmaktadir. Boyle
bir testte 6l¢iim giivenirliginin yiiksek olmasi hem verimi arttirmakta hem de mali kayiplar
onlemektedir. Bu dogrultuda bu c¢aligmada literatiirdeki diger tarayici sistemlerde
incelenerek [12-17], endiistride kullanilan ferromanyetik malzemelerin manyetik ak1
kacgaklar1 testinin yapilabilmesi igin, {i¢ boyutta hareket edebilen adim motor kontrollii 3D
tarayict sistem gelistirilmistir.

Bu ¢alismada, dizayn edilen 3D tarayict sistemin kisa tanitimindan sonra, sistemde
algilayicidan gelen analog verilerin bilgisayara nasil aktarildig1 ayrmtili olarak tartigilmistir.

2. 3D TARAYICI SISTEM VE ALGILAYICILARIN KONUMU

Bu ¢alismada miknatislanmis malzemelerdeki siireksizliklerin fiziksel 6zelliklerini tespit
edebilmek icin gelistirilen 3D Tarayic1 sistemin mekaniginde, manyetik 6zellik
gostermeyen aliiminyum levha, civa celigi, plexe glass ve kestamit tiiri malzemeler
kullanilmustir.  Sistemde, manyetik algilayicinin hareketini saglayan platformun {i¢
boyuttaki hareketi, herbir ekseni kontrol eden {i¢ adim motor tarafindan saglanmaktadir.
Bununla birlikte 3D tarayici sistemde, ylizeyi taranacak malzemenin miknatislanmasini
saglayan U seklindeki miknatislayici ¢ekirdek de yeralmaktadir. Sekil 2.1°de manyetik aki
kacaklart testi i¢in gelistirilen adim motor kontrollii 3D tarayici sistem gosterilmektedir.

Sekil 2.1 Olusturulan 3D Tarayici sistemin gériinimil
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Sekil 2.1°de goriilen 3D tarayici sistem tizerinde iki degisik amac¢ i¢in kullanilan iki
manyetik algilayict mevcuttur. Sekil 2.2’de bu algilayicilarin  sistemdeki konumlart
gosterilmektedir.

Sekil 2.2 3D Tarayici sistemde manyetik algilayicilarin konumu

Sekil 2.2°de goriildiigii gibi 1. algilayict 6rnek malzemeye gegen manyetik aki
yogunlugunu belirmekte, 2. algilayici ise hareketli olup 6rnek malzeme yiizeyine dik
manyetik aki kacaklarini tespit etmektedir. Manyetik aki kagaklari testinde Ornek
malzemedeki siireksizligin fiziksel 6zelliklerini bulabilmek i¢in manyetize edici bobine
verilen akim degerinin de bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu ¢aligmada 3D tarayici
sistem tlizerindeki iki manyetik algilayicidan gelen analog verilerin yanisira manyetize edici
bobine verilen akim degeri de belirlenmistir. Bu ii¢ analog verinin ayni anda sistem
hareketliyken bilgisayar tarafindan okutulmasi i¢in bir elektronik iinite gelistirilmistir.

3. ALGILAYICIDAN GELEN ANALOG VERININ iSLENMESi

3D Tarayic1 sistemde ii¢ farkli yerden gelen analog bilgilerin bilgisayar tarafindan
okunabilmesi icin gelistirilen elektronik iinitedeki hangi elektronik kartlardan gectigi blok
diyagram olarak Sekil 3.1°de gdsterilmektedir.

Alggilaryic
- ADCO304
Alolzyic o] AnaEloo ikzetes ACDC Bilgizayar
® Coklavict [™ Devrsler | Dﬁnﬂ@tﬂrucu_'veqzi:;?s?_'

Alcilayic /

Sekil 3.1 Algilayicidan bilgisayara analog bilgi aktarimi
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Sekil 3.1°de de goriildiigii lizere, analog bilginin algilayicidan bilgisayara varana kadar
islevi birbirinden farkli 4 elektronik devreden ge¢mektedir. Bu elektronik devrelerin yapisi
ve iglevleri agagida sirasiyla tartigilmistir.

3.1 Analog Coklayic1 (Multiplexer)

Bu calismada analog coklayici (multiplexer) olarak 4051 entegresi kullanilmistir. Bu
entegre, iletimde elektronik anahtar olarak kullanilmaktadir. Bu entegreye 8 farkli bilgi
girisi yapilabilmekte, entegrenin kontrol uglar1 sayesinde bu 8 bilgi girisinden hangisinin
com (ortak) ucuyla baglanti kuracagi belirlenmektedir. Bu ¢alismada kullanilan analog
coklayicinin (4051) bacak baglantisi, lojik diyagrami ve dogruluk tablosu Sekil 3.2°de
gosterilmektedir.

Malzeme Kesiti
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Laojik Diyagram

Dodruluk Tablosu

Inhikit Adres Anahtarlama
c B A
: Bog Bog Bog | Anahtarlar Agik
0 0 0 0 COM-NO,,
0 o 0 1 COM-NDy
0 0 1 0 COM-NO;
0 ) 1 1 COM-ND;
0 1 ) ) COM-NOg
0 1 0 1 COM-NOy,
o 1 1 1] COM-NOs
0 1 1 1 COM-NO7

Sekil 3.2 Analog ¢oklayicinin genel bilgileri
Sekil 3.2’de de goriildigi gibi, 4051 entegresinin 6 nolu bacagina +5V voltaj

uygulandiginda Lojik diyagramdaki baglantilar pasif halde, ayni bacaga 0 V (toprak)
uygulandiginda Lojik diyagramdaki baglantilar aktif hale gelmektedir. Entegrenin adres

16




D.P.U. Fen Bilimleri Enstitiisii Manyetik Tahribatsiz Test Sistemleri I¢in
12. Say1 Aralik 2006 Yeni Bir Analog-Dijital Doniistiiriicii
Y.EGE & M. GOKTEPE

uclar1 olan 9, 10 ve 11 bacaklarina dogruluk tablosunda yer alan uygun sinyalleri
gondererek istenilen baglanti kurulabilmektedir. Dogruluk tablosundaki 0 ve 1 lojik
degerlerdir. Bunlarin analog karsiliklari ise 0 ve +5 Volttur.

Bu ¢aligmada ii¢ farkli analog bilgi, entegrenin sirasiyla NO,, NO; NO, giris bacaklarina
verilmistir. Dogruluk tablosundan da goriilecegi gibi, bu ii¢ girisin ortak (com) ¢ikis
bacagiyla baglantisinin kurulabilmesi i¢in entegrenin 6 ve 11 bacaklarina 0 V (Lojik “0”)
verip, 9 ve 10 numarali bacaklarini kontrol etmek gerekmektedir. Entegrenin bu bacaklari,
bilgi okumada kullandigimiz ikinci bir paralel portun 2 ve 3 numaral data port pinleriyle
kontrol edilmektedir. Bu ¢alismada, data portunun 2 numarali pini entegrenin 9 numarali
bacagina, 3 numarali pini ise entegrenin 10 numarali bacagina baglanmistir. Data portuna
programla gonderilen 0, 1, 2 verileri, sirasiyla ortak (com) ¢ikis bacagiyla NO, , NO, ,
NO, girig bacaklarini iligkilendirmektedir. Bu entegre sayesinde algilayicilardan gelen {i¢
analog bilginin sirasiyla bilgisayara gegisi saglanmustir.

3.2 Yiikselte¢ Devreleri

Algilayicilardan gelen sinyalin voltaj degerinin kiiciik olmasi sebebiyle, sinyalin genligi
yiikseltilerek, analog-dijital ¢eviricinin okuma sinirlari igine getirilmistir. Sinyalin voltaj
degerinin yiikseltilmesi iginde Sekil 3.3’de i¢ dizaym gosterilen UA 741 entegresi
kullanilmustir.

uA741
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Sekil 3.3 UA741 Entegresinin i¢ dizayn1
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UA741 entegresinin dogru bir yiikseltme yapabilmesi igin, entegrenin 6 numarali ¢ikis
bacagmin sifirlanmasi gerekmektedir. Bu amacla entegre Sekil 3.4’deki gibi baglanarak
sifir ayar1 yapilmustir.

Sekil 3.4 UA 741 Entegresinin sifir ayart

Entegrenin ¢ikisinin sifirlanmasi, Sekil 3.4’deki gibi baglandiktan sonra voltmetredeki
voltaj degeri sifirlanana kadar R, direncinin degeri degistirilmesiyle saglanmistir. Bu
islemden sonra UA741 entegresini kullanirken 1 ve 5 bacaklari arasindaki baglanti sabit
birakilmigtir. 3D Tarayici sistemin elektronik yiikselteg devresinde kullanilan her bir
islemsel yiikseltecin (UA741) sifir ayart yapilmistir. Sekil 3.5’de sifir ayar1 yapilmis bir
UA741 entegresiyle elde edilen yiikselte¢ devresi 6rnegi gosterilmektedir.

RF
100k
Vin
-100mM 100mMV Ry
_/'\ 10k
U
10kHz
RL
25k

- -12V
Vee

Sekil 3.5 Yiikselte¢ devresi

UA741 entegresinin gelen sinyalin voltajin1 ne kadar yiikseltigi Ry ‘nin R, ‘ye oraniyla
belirlenmektedir. Ornegin Sekil 3.5°de 100 mV’luk siniis sinyali UA741 entegresiyle 10 kat
yiikseltilmektedir. Bu ¢alismadaki elektronik yiikselteg devresinin dizayninda da bu 6rnekte
oldugu gibi R¢ ve R, direng degerleri ayarlanarak, istenilen miktar kadar, sinyalin genliginin
yiikseltilmesi saglanmistir. Algilayicidan gelen sinyalin bozulmamasi igin, sadece bir tane
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UA741 entegresi kullanilarak gelen sinyal bir seferde yiikseltilmemistir. Algilayicidan
gelen analog sinyal ilk 6nce 3 kat yiikseltildikten sonra entegrenin ¢ikisi bir baska UA741’e
verilmis ve sinyal 10 kat daha yiikseltilmistir. Dolayisiyla sinyal, toplam 10x3=30 kat
yiikseltilmis olmaktadir. Sinyal 30 kat yikseltildikten sonra, ardarda ii¢ UA741
entegresinden daha gecirilmis ve herbir entegrenin ¢ikisinda sinyalin genligi baslagictaki
degerine gore sirasiyla 45, 135, 405 kat yiikseltilmesi saglanmistir. Bu sekilde elektronik
yiikselte¢ devresi sayesinde sinyal kademeli olarak, bozulmadan baslagi¢ degerine gore 10,
30, 45, 135, 405 kat yikseltilmistir. Her yiikseltmeden sonra entegre cikislart bir
komiitatore verilmis ve algilayicidan gelen sinyallerin voltaj biiyiikliiklerine gore, istenilen
yiikseltme miktar1 komiitatorden ayarlanabilme olanagi saglanmistir. Komiitatoriin ¢gikist da
AC/DC donistiiriiciiye verilmistir.

3.3 AC/DC Déoniistiiriicii

Algilayiciddan gelen sinyalin  frekansin1  yiiksek olmasi sebebiyle analog-sayisal
doniistiiriiciiden bilgisayara aktarilan verinin hassasiyeti diismektedir. Bu yiizden
algilayicidan gelen sinyalin dogrultularak, ayni voltaj degerine sahip DC gerilim haline
doniistiiriilmesi  veri okumadaki hassasiyeti arttiracagt  diisiinilmiistir. Bu amag
Sekil 3.6’daki rms ayar1 yapilabilen, bire bir AC/DC doniistiiriicii devresi tasarlanmustir.

a
1ok 150uF
e de—
02
DI OOE
R4 R5
5k 10k
N/ NN
R1 DL
"'\/\/\"!P_.‘N'._.
p-2
R2 r———— Vclk
10k -1
— et

Sekil 3.6 AC/DC Doniistiiriicii

Sekil 3.6°da da goriildiigii gibi AC/DC doniistiiriicii, islemsel yiikselteclerle yapilmig bir
yarim dalga dogrultucu ile bir toplayicinin artarda baglanmasi ile elde edilmistir. Devrede
R; ve Ry’lin girislerindeki gerilimler, R ve R4 giris direnglerinde toplanmaktadir. Toplama
yiikseltecinin giriglerinden biri V;,’dir ve bu giristen dolay1 olusan ¢ikis bileseni V;,’in ters
cevrilmis halidir. Toplama yiikseltecinin diger girisi, yarim dalga dogrultucusunun ¢ikigidir.
Bu sinyal, —2 kazanci ile islem goriir ve bu giristen dolay1 olusan ¢ikis bileseni dogrultucu
¢ikiginin tersinin iki katidir.
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AC/DC geviricinin elektronik karti gelistirilen elektronik iiniteyle iliskilendirilmeden 6nce
kartin Vj, girisine alternatif akim sinyali girilerek V¢ ¢ikis ucundan dogru akim sinyali
olusup olugmadig kontrol edilmistir. Rs direnci ayarlanarak rms dl¢eklendirme yapilmistir.
Giristeki AC sinyalin voltaj1 ile ¢ikistaki DC sinyalin voltaji esit olmasi Rs ayarli direncinin
degeri degistirilerek saglanmstir.

3.4 Analog-Dijital Cevirici

Algilayicidan gelen analog sinyalin DC sinyal haline getirilmesinden sonra, bu sinyalin
geriliminin, bilgisayarin anlayabilecegi dijital bilgiye ¢evrilmesi gerekmektedir. Bu
calismada, algilayicidan gelen analog bilginin bilgisayarin anlayacagi sayisal (dijital)
bilgiye ¢evrilmesi ADC0804 entegresi ile saglanmistir. Daha sonra ADC0804 entegresinin
8 bit’lik sayisal ¢ikisini 4’er bit’lik iki ayr bilgiye ayiran ve bunlar sirasiyla bilgisayara
aktarabilen 74LS157 entegresi kullanilmigtir. 74LS157 entegresinin 4 bit’lik ¢ikis1 paralel
portun 5 pin’lik durum (status) portuna girilmistir. Durum portuna gelen bilgiler yazilan
programla alinip bir dosyada kaydedilmistir. Bu ¢aligmada analog bilginin, sayisal bilgiye
cevrilmesinde kullandigimiz ADCO0804 ile 74LS157 entegresinin birbiriyle ve paralel portla
nasil iligkilendirildigi Sekil 3.7’de gosterilmektedir.
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Sekil 3.7 ADC0804 ve 74LS157 entegrelerinin baglantisi
Algilayicidan gelen analog sinyal, istenilen miktar kadar yiikseltildikten ve DC sinyale

doniistiiriildiikten sonra, ADC0804 entegresinin 6 numarali bacagina verilmistir. ADC0804
entegresine gelen bu analog sinyal, 6nce ADC0804 entegresiyle 8 bitlik dijital bilgiye sonra
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da 74LS157 entegresi tarafindan 4’er bitlik iki sayisal bilgiye cevrilip bilgisayarin paralel
portunun durum port pinlerine verilmistir. ADC0804 entegresinin 6 numarali bacagina,
voltaj degeri 0-5 V arasinda olan analog sinyaller girilebilmektedir. Bu yiizden
algilayicidan gelen sinyal, yiikseltilirken bu durum dikkate alinmalidir.

Yukarida sirasiyla bahsedilen ve algilayicidan gelen analog sinyalin bilgisayara aktarimda
kullanilan tim devrelerin kart basimi yapilmadan 6nce devrelerin islevleri denenmistir.
Daha sonra kart basim1 yapilmis ve elektronik elemanlar monte edilmistir. En son asamada
da bu elektronik kartlar bir elektronik iinite icine yerlestirilerek 3D Tarayici sistemle ve
bilgisayarla olan baglantilar1 saglanmistir. 3D Tarayici sistemde yeralan manyetize edici
bobinin farkli frekanslarda miknatislanabilmesi igin gerekli sinyal jeneratorii ve
amplifikatr baglantilarida tamamlanarak yeni bir Manyetik Tahribatsiz Test Sistemi
gelistirilmistir.

4. BILGISAYAR PARALEL PORTUNUN PROGRAMLANMASI

Tarayic1 sistemdeki adim motorlarin kontrolii ve tarama iglemi sirasinda algilayicidan gelen
bilgileri bir text dosyasina almak ic¢in yazilan program {i¢ arayiizden olusmaktadir
(Sekil 4.1). Bunlara menii, kesikli hareket, basa g¢ekme isimleri verilmistir. Diger
programlarda paralel porta ulagmakta kullandigimiz OUT ve INP komutlarinin Visual
Basic altinda kullanabilmek i¢in inpout32.dll dosyasmin program ile ayni klasorde
bulunmasi gerekmektedir. Bu yilizden programin bulundugu klasére inpout32.dll dosyasint
i¢cinde barindiran DlportlO adinda bir modiil eklenmistir. Bu modiil sayesinde paralel porta
ulastlmigtir.

= SISTEMIN KESIKLi HAREKETI (=13

- 3 BOYUTLU TARAYICI SISTEM
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{ Yavas 12 i3 {1 il

MOTOR 2 (¥ Ek=eni)

kA atarun Hizi Ao S avis Gecikme Zaman Gl e 1 ilerivion 7 Konum

3 [@dirn S awmziin
= Pheh [1-10 ara= olmah]

K.atlan olmall O]  GeriYv'on O

{za4 E] [

| Tavas

MOTOR 3 (= Ekseni)

k atarun Hizi Ao S avis Gecikme Zaman Gl e 1 ilerivion = K.ornum
A S apizimin
[1-10 ara=1 olmal]

& Hizh Katlanolmall () Gedwon [0

~ ravas D E EGN]

DATA BILGILERI
Drururn Port Control Port Okunan Ham
Degen Deden Deder

[ E | |

Dosya Adi Data Sawms

Okunan Deger

Etaglat J: S Menii | L e it | P Cikis

Sekil 4.1 Programin “Kesikli hareket” isimli arayiizii.
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Gelistirilen program calistirildiginda ilk olarak menii arayiizii ekrana gelir. Bu arayiiz
sayesinde algilayicidan gelen verilerin hangi klasor altinda ve hangi isimli text dosyasinda
saklanacag1 belirlenerek, kesikli hareket arayiiziine ge¢is saglanir. Sekil 4.1°de de
goriildiigii gibi kesikli hareket arayiiziiyle her adim motorunun ka¢ adim araliklarla ne
kadar adim gidecegi belirlenir ve daha sonra “baslat” komut butonuyla program calistirilir.
Program caligmastyla harekete gecen adim motorlar Sekil 2.2°de gosterilen 2. algilayiciy1
istenilen noktalara gotiiriir ve konum bilgileriyle birlikte algilayicidan gelen veriler daha
once belirlenen text dosyasina kaydedilir. Ayrica bu veriler “Data Bilgileri” boliimiinde
goriintiilenir. Bununla birlikte herhangi bir durumda program tamamlanmadan ya da deney
bitmeden “Ani Durdur” komutuyla ¢ikilabilir. Deney bitiminde “Cikis” komut butonu ile

“Basa Cekme” arayiiziine gegerek tarayici sistemdeki 2. algilayici baslangic noktasina
cekilir.

5. DENEYSEL CALISMA

Gelistirilen sistemle yapilan deneysel ¢alismalarimizda herhangi bir malzeme yiizeyindeki
manyetik aki kacaklarmi test ederken, Sekil 2.2°de gosterilen 2. algilayici, ferromanyetik
malzeme yiizeyinde x-y ekseninde programa girilen degerlerde hareket ettirilmis ve
algilayici ¢ikis voltajlari ile her gidilen konumun hem adim hem de mm karsiliklart ilgili
text dosyasina program aracilig ile otomatik kaydedilmistir. Daha sonra text dosyadan 2.
algilayicinin ¢ikis voltaj degerleri ile konum degerleri alinarak, algilayicinin ¢ikis voltajinin
x-y konumuna gore degisimi Sekil 5.1°deki gibi grafiklere doniistiiriilmistiir. Bu grafikten
yararlanilarak taranan ferromanyetik malzemedeki catlagin genisligi, sekli, derinligi ve
merkezi konusunda somut bilgiler elde edilmistir[18]. Ayrica tarama esnasinda her iki
algilayicidan gelen verilerin 15181inda malzemenin ¢atlakli bolgesindeki manyetik aki profili
tespit edilebilmektedir[19]. Ornegin, Sekil 5.1°de ilgili ferromanyetik malzemedeki

catlagimn, merkezinin, seklinin ve genisliginin grafik iizerinde dogrudan bulunusu
gosterilmektedir.
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Sekil 5.1. 1mm catlak genisligine sahip 0.3 mm kalinligindaki ferromanyetik malzemenin
yiizey taramasi sirasinda algilayicinin ¢ikis voltajinin konuma gore degisimi
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Sekil 5.1a’da algilayict ¢ikis voltajinin sifir oldugu yer, catlagin merkezini; y ekseni
boyunca algilayici ¢ikis voltajlarinin sifir oldugu noktalarin olusturdugu ¢izgi, ¢atlagin x-y
diizlemindeki seklini vermektedir. Sekil 5.1b’de ise tarama esnasinda algilayici ¢ikis
voltajmin maksimum oldugu iki konum arasindaki mesafenin, ¢atlagin genisligini dogrudan
verdigi gosterilmektedir.

6. SONUC VE ONERILER

Manyetik aki kagaklari testinde bir malzemede herhangi bir sebepten dolay1 olusan ¢atlagin
fiziksel 6zelliklerini dogru olarak belirlemede algilayicinin algilama kabiliyetinin yanisira
algilayicida olusan analog voltajin dogru olarak bilgisayara aktarilmasi da onemli bir
faktordiir. Bu yiizden analog-dijital ¢eviricinin dnemi biiyiiktiir. Caligmamizda kullanilan
analog dijital gevirici entegre, analog veriyi 8 bitlik dijital veriye ¢evirmektedir. Bu sekilde
bilgisayara aktarilan voltaj degerleriyle voltmetrede okunan degerler arasinda 0.05 mV’tun
altinda ufak hatalar olugmaktadir. Fakat bu hata pay1 gelistirilen Manyetik Tahribatsiz Test
Sistemi ile ferromanyetik malzeme iizerindeki 0.33 mm genisligindeki bir ¢atlagin fiziksel
Ozelliklerini bulmada etkin rol olmamaktadir. Ciinkii bu biyiikliikteki bir catlakta
algilayicida olusan voltaj degerleri 9 mV civarlarinda oldugu igin, 0.05 mV bir hata
algilayic1 ¢ikis voltajinin x-y konumuna gore degisim karakteristigi degismemektedir.
Ancak catlak genisligi mikro diizeye inerse bu durumda algilayicidaki voltaj degeriyle hata
degeri kiyaslanabilir hale gelir ki bu da grafikteki karakteritigi bozar ve catlagin fiziksel
ozellikleri belirlenemez. Bu yiizden analog dijital ¢eviricinin bu sabit hatasinin minimum
diizeyde olmas: sistemin gatlak belirlemedeki hassasiyetini arttirir. Bunun durumda analog
voltaji 12 bit’lik dijital veriye ¢eviren entegreler kullanmak daha uygun olacaktir.

Ote yandan analog dijital cevirici entegrenin veri génderme hizi ya da diger bir degisle bir
analog veriyi dijital veriye doniistiirme hizi da énemlidir. Ciinkii malzeme yiizeyi hizlt bir
sekilde taranirsa, algilayicinin konum degistirme siiresiyle analog voltajin dijitale ¢evrilme
stiresi uyumlu olmaz ve bu da veri kaybina sebep olur. Calismamizda her konumdaki voltaj
degerleri yaklasik bir saniye aralikla alindigi icin herhangi bir hata ya da veri kaybi
olmamustir. Fakat bu sistem endiistride kullanilacak olursa muhakkak bu durum gézardi
edilmemelidir.

Calismamizda kullandiZimiz analog dijital ¢evirici dijital veriyi bilgisayara paralel
gondermektedir. Halbuki bu veri ADC0831, ADC0832 geviricilerle seri 8 bit olarak da
gonderilebilir. Fakat siire bu durumda bir miktar uzamaktadir. Ancak bir paralel portla 4
veya 5 tane algilayicidan gelen voltajlar1 paralel olarak gondermek miimkiin degildir.
Ciinkii port lizerinde yeterli sayida giris pini yoktur. Bu yiizden tarama islemini yavaglatip,
algilayicilardan gelen voltaj degerlerini 8 bit’lik seri dijital veriye ceviren entegreler
kullanmalidir.

Diger yandan Manyetik Tahribatsiz Test Sistemi i¢in gelistirdigimiz bu analog dijital
¢eviricinin ucuz maliyetli olusu ve geviriciyi adresleme ile ¢evirici bitlerini okuma igin
yazilan programin ticari olmayisi en 6nemli avantajlaridir. Ayrica bu analog dijital gevirici
kart1 bir bilgisayarin anakartina uyumlu hale getirilebilir.
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